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摘要(译)

一个优选实施例利用辐射的差分测量，该辐射在放置在头部上的两个源
（100）检测器（110）对之间的两个迁移路径中迁移，其方式是每个路
径位于一个半球的一部分中。本发明还在分光光度计系统的各种实施例
中提供了用于通过测量在组织中的迁移路径中散射和吸收的电磁辐射的
变化来体内检查人体组织的系统。通常，分光光度计系统包括用于将辐
射引入组织的光源，用于检测已在组织中迁移的辐射的检测器，用于处
理检测到的辐射的信号以产生处理数据的处理装置，以及用于确定生理
或病理生理变化
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